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KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | PM

Nazwa modutu

Podstawy metrologii

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Fundamentals of Metrology

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i Telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

ogoblnoakademicki
(ogdélno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Elektrotechniki i Systemoéw
Pomiarowych

Koordynator modutu

dr hab. inz. Jerzy Augustyn, Prof. PSk

Zatwierdzit:

Dr hab. inz. Andrzej Kapton, prof. PSk.

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku
przedmiotéw

kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiéw
- semestr

semestr |

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr zimowy
(semestr zimowy / letni)

prowadzenia zajec¢

; brak
Wymagania wstgpne (kody modutéw / nazwy modutéw)
Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 3
Forma wykiad Eéwiczenia laboratorium projekt inne

w semestrze 30

30
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Zapoznanie studentéw z podstawowymi pojeciami metrologii, metodami oceny

Cel niepewnos$ci wynikéw pomiaru, metodami pomiaru podstawowych wielkosci

modutu | elektrycznych, czasu i cz¢stotliwosci oraz wykorzystaniem narzedzi informatycznych w
pomiarach.
(3-4 linijki)

Svmbol roSvOe;(;];inia odniesienie do | odniesienie do
y Efekty ksztalcenia P o2 efektow efektow
efektu zajec Ki K h b h

(w/é/l/p/inne) lerunkowyc obszarowyc
posiada wiedze z zakresu obowigzujacych jednostek | wil
miar, potrafi zidentyfikowaé podstawowe zrodta T1A W03
niepewnosci wyniku pomiaru, zna zasady K_ W14 T1A_WO04
dokumentowania wynikdw pomiaru oraz obliczania T1A W07

W_01 |ich niepewnosci

ma podstawowg wiedze w zakresie metrologii, zna i | w/l
rozumie metody pomiaru i wyznaczania wartosci
. - . T1A W03

podstawowych wielkosci elektrycznych, czasu i -

T ; d ! . K_W14 T1A_WO04
czestotliwosci, zna metody obliczeniowe i narzedzia
) ) ; . T1A_WO07
informatyczne niezbedne do analizy wynikéw

W_02 | eksperymentu

zna zasady stosowania aparatury pomiarowej, wil T1A W03
potrafi scharakteryzowac¢ wiasciwosci K W14 T1A W04

W_03 | podstawowych przyrzadéw pomiarowych T1A W07

potrafi pozyskiwac¢ informacje z literatury dokonywacé | w/l

ich interpretacji oraz wycigga¢ wnioski i uzasadniac K_Uo01 T1A_UO1
U 01 opinie

potrafi pracowac¢ indywidualnie i w zespole; umie I

oszacowac czas potrzebny na realizacje zleconego K_U02 T!A_UO02
U 02 zadania

potrafi opracowa¢ dokumentacje dotyczgca I

przgproyvadzonych_ pomiarow i przyggtovx_/gc tekst K_U03 T1A_U03

zawierajgcy omowienie wynikow realizacji

U 03 | eksperymentu

Potrafi przedstawi¢ wyniki pomiaru w formie wil T1A UO7
liczbowej i graficznej, dokonaé ich interpretaciji i K_U12 -
1 . s o T1A_UO08

U_04 | wyciggng¢ wtasciwe wnioskKi -

Potrafi postuzy¢ sie wtasciwie dobranymi metodami i | w/l
przyrzadami pomiarowymi zapewniajgcymi pomiar K U1l T1A_UO08
podstawowych wielko$ci elektrycznych, czasu i - T1A_UO09

U 05 |czestotliwosci

ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za prace wiasng ||
oraz gotowos¢ podporzgdkowania sie zasadom T1A KO3
X s ¢y o K_K03
pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialnosci za - T1A K04
K 01 |wspdlnie realizowane zadania
ma §W|adomosc waznosci przestrzegania zasad I K K04 T1A KOS5
K_02 |etyki — —
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Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
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Nr
wyktadu

Tresci ksztatcenia

Odniesienie do
efektéow ksztatcenia

dla modutu
1,2 Podstawowe pojecia metrologii. Jednostki i uktady miar W_01,W_02
3 Wzorce wielkosci elektrycznych i czasu. Bezposrednie i posrednie W_01, W_02
metody pomiarowe
4,5 Systematyczne i losowe btedy pomiarowe. Obliczanie niepewnosci wW_01,W_02,U_01
pomiaru
6,7 Przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe W_03
8 Bloki cyfrowych przyrzadéw pomiarowych W_03
9 Ocena niepewnosci cyfrowych przyrzadéw pomiarowych W 01
10 Metody pomiaru pradu i napiecia statego oraz przemiennego. Pomiar | W_02, W_03, U_05
mocy
11 Pomiary czasu, czestotliwosci i fazy W 02, W 03,U 05
12 Metody pomiaru rezystancji i impedancji W_02, W _03, U_05
13 Multimetry i oscyloskopy cyfrowe W_02, W _03, U_05
14 Systemy pomiarowe i interfejsy. Wirtualne przyrzgdy pomiarowe W 02, W 03,U 05
15 Podstawy przetwarzania danych pomiarowych W_02,U_ 01U 04
2. Tresci ksztalcenia w zakresie ¢wiczen
Odniesienie
N'r za je¢ Tresci ksztatcenia do efektéyv
éwicz. ksztalcenia
dla modutu

3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych

Nr
zajec
lab.

Tresci ksztatcenia

Odniesienie do efektéw ksztatcenia dla
modutu

1

Pomiar napigcia 1 pradu metodg bezposrednig

W_01, W_02, W_03, U_01, U_02,
U_03, U 04, U 05, K 01

2 Pomiar wartosci skutecznej sygnatu w obecnosci W_01,W_02,W_03, U_01,U_02,
saklbcen U_03,U_04, U_05, K_01
3 Pomiar rezystancji metoda techniczng W_01,w_02,W_03, U_01,U_02,
U 03,U 04, U 05, K 01
4 Pomiary sktadowych impedancji W_01,wW_02,W_03, U_01,U_02,
U 03,U 04, U 05, K 01
5 Wyznaczenie charakterystyki statycznej W_01,w_02,W_03, U_01,U_02,
przetwornika pomiarowego U_03,U_04,U_05,K 01
6 Zastosowanie multimetru cyfrowego w pomiarach | W_01,w_02,W_03, U_01,U_02,
U 03,U 04, U 05, K 01
7 Zaliczenie | serii zadan laboratoryjnych K_01, K_02
8 Pomiary charakterystyki czgstotliwo$ciowe;j W_01,W_02,W_03, U_01,U_02,
Wzmacniacza U_03,U_04, U 05, K_01
9 Badanie wlasciwosci przetwornika analogowo- W_01,W_02,W_03, U_01,U_02,
cyfrowego U_03,U_04, U 05, K_01
10 Badanie wlasciwosci przetwornika cyfrowo- W_01,W_02,W_03, U_01,U_02,
analogowego U_03,U_04, U 05, K_01
11 Cyfrowy pomiar cze¢stotliwosci 1 przesunigcia W_01,W_02,W_03, U_01,U_02,
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fazowego U_03,U_04,U 05, K 01
12 Zastosowanie oscyloskopu cyfrowego w W_01,w_02,W_03, U_01,U_02,
pomiarach U_03,U_04, U_05, K_01
13 Analiza widmowa sygnatow W_01,w_02,W_03, U_01,U_02,
U_03,U_04, U 05, K 01
14 Zaliczenie |1 serii zadan laboratoryjnych K_01, K_02
15 Kolokwium koncowe K_02

4.Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadan w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektow ksztalcenia

efektu | (sposéb sprawdzenia, w tym dla umiejetnosci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)
w o1 | Sprawozdanie z zadan laboratoryjnych, kolokwium koncowe z zadan laboratoryjnych
w_oz Sprawozdanie z zadan laboratoryjnych, kolokwium kohcowe z zadan laboratoryjnych
W_03 Test dopuszczajagcy do zadanh laboratoryjnych

u_o1 Sprawozdanie z zadan laboratoryjnych, kolokwium kocowe z zadanh laboratoryjnych
u_oz Ocena zakresu realizacji programu zadania laboratoryjnego

u_03 Sprawozdanie z zadan laboratoryjnych

u_04 Sprawozdanie z zadan laboratoryjnych, kolokwium kohcowe z zadan laboratoryjnych
U_OS Sprawozdanie z zadan laboratoryjnych, kolokwium kohcowe z zadan laboratoryjnych
K_Ol Ocena zakresu realizacji programu zadania laboratoryjnego

K_02 Kolokwium kohcowe z zadan laboratoryjnych
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D. NAKEAD PRACY STUDENTA
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Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach
3 | Udziat w laboratoriach 30
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 1
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 61
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 2,44
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 3
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 2
14 | Samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow 4
15 | Wykonanie sprawozdan 4
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium 1
17 | Wykonanie projektu lub dokumentaciji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (Su%g
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 0,56
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75
23 Punkty ECTS za modut 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 37
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktow ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach zaje¢ o
charakterze praktycznym 1,52

1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta

E. LITERATURA

Wykaz literatury

Tumanski S.: Technika pomiarowa, WNT, Warszawa, 2007
Piotrowski J.: Podstawy miernictwa, WNT, Warszawa, 2004
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Chwaleba A,. Poninski M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT, Warszawa, 2003
Skubis T. Opracowanie wynikéw pomiaréw, Wydawnictwo Politechniki Slgskiej, Gliwice 2003

Witryna WWW
modutu/przedmiotu

http://www.tu.kielce.pl/wydzial-elektrotechniki-automatyki-i-informatyki/katalog-ects/




